RTG fazova analyza
Ondrej Skowronek, Vojich Svarc
KIPL FIFICVUT

Vyuziti rentgenového zani je Siroké. Jedno z mnoha pouziti je tzv. remigé fazova
analyza, ve které se auje fazové slozeni neznamého vzorku. Pomoci reotgefidzove
analyzy jsme uiili sloZzeni minoritnich fazi ve vzorcich vapénez lomu v lokali¢ Chote.
Spaitali jsme vzdalenosti mezi atomarnimi rovinami @qvnali je se sstovou databazi
PDF. Vysledkem bylo, Ze hlavni minoritni fazi vapiefe hexagonalniilemen..

1. Krystalicka niizka

V¢étSina pevnych latek vytva krystalické struktury tedy pravidelné periodickspdadani
atomi v prostoru (Obr.1). Celkem existuje 14agphi tohoto pravidelného uspédani — tzv.
14 Bravaisovych tizek. Kazda krystalicka latka ma unikatni struktartedy i vzdalenosti
mezi rovinami niizky jsou pro d¥ razné struktury odliSné. Zji®vat velikosti &chto

rovinnych vzdalenosti nam umiage difrakce rentgenového (RTG)ieai.
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Obr.1 Krystalova struktura kamenné soli (NaCl).

2. Difrakce rentgenoveho &ni

Strukturu vzorku lze zjtovat pomoci difrakce RTG #ni. Difrakci zde rozumime elasticky
rozptyl rentgenového ¥é@ni od atomarnich rovin krystalickéridky. Difraktované z&ni od
jednotlivych atomarnich rovin spolu interferujgjgemz podminka interferéniho maxima
vznika jenom za specifickych podminek, tedy kdyZirmdrazené paprsky od kazdé roviny
stejnou fazi. K tomu dochazi pouzi gplnéni tzv. Braggovy rovnice (viz téz obr.2):

A=2d Siﬂ(@), 1)

kde 1 je vinova délka dopadajiciho RTGftehi, d je vzdalenost mezi rovinami iiiky a
Auhel, pod kterym dopada RTGieai na danou rovinu (viz. obr. 2).
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Obr. 2 Interference vin difraktovanych od dvou smirdch niizkovych rovin.

NejbezrejSim zdrojem RTG zZ&ni jsou tzv. rentgenové lampy. Jsou to vakuovBideuse
zatavenymi elektrodami (s urychlovacim sém ~ 1G — 10' V), kde z&eni je buzeno
bombardovanim kovové anody urychlenymi elektronynova délka rentgenového ieai
zavisi na materialu, ze kterého je anoda vgne.

3.Experiment:

Vzorky k rentgenografickému difréakimu rozboru byly dodany Geologicky Ustavem &/
v.v.i. Jednalo se o vzorky vapence z lomu , NaaBku“ lokality Chot&. Vzorky byly
odebrany z vapencové zahnuté vrstvy (obr.3).

Mista odbéru vzorka é:1, 2 .
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Obr. 3. Mista odebrani &enych vzork.



Nasim hlavnim ukolem bylo zjistit fazové sloZeninoritnich fazi obsazenych ve vapenci,
tzv. isolafi. Pro ziskanitistého isolatu bylo &Si mnoZstvi materidlu rozpéab jednak
v kyselirg octové, jednak v kyselénsolné HCI (takto bylo dosazeno rozgumstCaCQ).

Pro nandteni difralkkniho zaznamu isolatu byl pouzit difraktomed+20 zn. Siemens
v Bragg-Brentanay uspdadani se 2&nim rentgenky s chromovou anod@u= 0,229 nm).
M¢éieni jsme provatdi s presnosti na 0,25° Uhlub2Kazdé ngieni bylo provasno po dobu
10s a v rozmezitRod 15° do 125°. Celkova doba viect&emi byla 2 hodiny.

4.Vysledky ngreni

Praskovy difraktogram isolatu je uveden na obr.4.

Z vysledka meéeni jsme zjistili v jakych Uhlech je intenzita rgehovych paprsknejvyssi.
Tyto uhly jsme dosadili do Braggovy rovnice, zer&tgsme vypoitali délky mezi atomarnimi
rovinami krystalu isolatu.
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Obr.4. Praskovy difraktogram isolatu.



5.Diskuse:

Intenzivni difrakce isolatu byly identifikovany elldatabaze PDF (Powder Diffraction
Files). Hledana faze byla identifikovana jako hgo@alni kemen, karta 82-0511 (Obr.5).

EZPDF # 820511, Wavelength = 1.54060 (A)
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Obr.5 Kartat. 82-0511 z PDF databaze odpovidajici hexagonalkifsmaenu

6.Za\er;

Pouzili jsme RTG fazovou analyzu kéeni slozeni minoritnich fazi vapence. Za provedeni
pokus bychom chiti podékovat V. Svobodovi a P. Sedlakovi.

7.Reference:
KRAUS, I.: Uvod do strukturni rentgenografi@cademica 1985.

ﬂ-&“-._...‘......v..ﬂ.’.._. e




